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1. INTRODUCAO

O Interesse na tecnologia de filmes finos ferroelétricos esta
diretamente associado a utilizacao como dispositivos de memoria
nao-volateis, capacitores de filmes finos e aparelhos de guia de
ondas oOpticos. Neste sentido, no desenvolvimento de materiais
ferroelétricos, alguns cristais ferroeletricos podem apresentar uma
estrutura tipo perovskita (ABO,), composta principalmente pelo
titanato de bario (BaTiO,) e titanato de chumbo (PbTiO;) que exibem
excelentes propriedades elétricas e magnéticas com aplicacoes
voltadas a coleta e armazenamento de energia e dados.

2. OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo avaliar o indice de refracao e a
transmitancia dos filmes de (Ba,Pb)TiO; em funcao do numero de
camadas depositadas sobre o substrato de polimetil-metacrilato
(PMMA).

3. MATERIAIS E METODOS
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Figura 2 — Fluxograma do procedimento experimental utilizado

4. RESULTADOS
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Figura 5 — Imagens obtidas por MEV (m;nifica(;éo de 20000 x "rao
de (Ba,Pb)TiO; com 1, 2 e 3 camadas.
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Figura 6 — Difratogramas de raios X dos pos de (Ba,Pb)TiO,

Tabela 1 — Espessura dos filmes em funcdo do numero de camadas depositadas

Espessura (nm) Desvio Padrao (%)

NUumero de camadas

1 151 2,0 x 104
2 219 6,4 x 104
3 361 5,8 x 103

4. CONCLUSAO

* Filmes apresentaram uma pedquena variacao do indice de refracao para a
primeira e segunda camada, porém para a terceira camada houve uma
variacao bastante significativa;

* Transmitancia dos filmes finos variou na faixa de 80 a 89%;

» Analise morfologica mostrou que independente do numero de camadas, 0s
filmes finos apresentaram trincas e irregularidades na superficie;

* Observou-se gue 0s pPos obtidos apresentaram-se parcialmente cristalinos e
as principais fases cristalinas identificadas foram BaTiOz; e PbTiO3; em uma
simetria tetragonal,

* Foi possivel obter fiimes finos de (Ba,Pb)TiO; a partir da metodologia
utilizada.
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